PROGRAMA ANALITICO DE DISCIPLINA
PROGRAMA DE POS-GRADUAGAO EM CIENCIAS NATURAIS

IDENTIFICACAO

Cadigo Nome Pré-requisito
PCN1729 Métodos de Caracterizagdo de Materiais A
Centro Programa de PoOs-graduacédo em Ciéncias Naturais
CCT
Duracdo (semanas) | N° Créditos | Sem./Ano Carga Horaria
17 Teodricas | Praticas Extra- Total
2 (dois) 2/2017 34 Classe 34
Sistema de Aprovacao Professor(es)
( X) Média/Frequéncia ( ) (Coordenador) - Juraci Aparecido Sampaio
Frequéncia
EMENTA

Aspectos tedricos e préaticos da técnica de difracdo de raios X na andlise estrutural de sélidos.
Teoria e pratica da analise térmica de materiais (DSC/DTA/TG).

Assinaturas
Coordenador da Disciplina:

Coordenador do Curso:

Campos dos Goytacazes 07/11/2016.
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PROGRAMA ANALITICO DE DISCIPLINA (continuag&o)

Cadigo Nome

PCN1729 Métodos de Caracterizacdo de Materiais A
CONTEUDO PROGRAMATICO (aulas teoricas) N° de Horas-Aula
1) Caracteristicas e propriedades dos raios X. 2
2) Fundamentos do estado cristalino e rede cristalina. 2
3) Propriedades, fontes e deteccédo da radiacao. 2
4) Fundamentos da difracao. 2
5) Técnicas de coleta de dados de difracdo de raios X. 4
6) Técnicas de analise de dados de difracdo de raios X. 6
7) Introducéo a analise térmica (calor, energia, temperatura) . 2
8) Instrumentacao para analise térmica. 2
9) Aspectos teoricos e praticos Analise Térmica Diferencial (DTA-DSC- 4
DTG).

10) Métodos de calibracdo e Analise de dados. 2
11) Aplicagbes de DTA/TG na caracterizagcdo de materiais. 2
12) Dilatometria. 2
13) Difusividade e condutividade térmica. 2
Assinatura

Coordenador da Disciplina:

Campos dos Goytacazes, 07/11/2016
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PROGRAMA ANALITICO DE DISCIPLINA (continuag&o)

Cddigo Nome
PCN1729 Métodos de Caracterizacdo de Materiais |l
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Assinatura
Coordenador da Disciplina:

Campos dos Goytacazes, 07/11/2016.
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